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Résumé diffraction : La chambre anéchoïque du

Centre de Ressources en Micro-ondes (CCRM) a été

exploitée depuis son origine pour les mesures de

diffraction mais cet équipement est particulièrement
malléable puisqu’il permet des mesures d’antennes en

champ proche (à 2 m) et en champ lointain (à 10 m)

aussi bien que des mesures de Compatibilité

ElectroMagnétique (CEM) grâce à l’escamotage des

absorbants du plancher pour la rendre semi-

anéchoïque. Les activités de mesure de diffraction ont

commencées à prendre à prendre leur essor avec la

constitution du premier opus (2001) de la « Fresnel
Database » suivi de deux opus (2005 et 2009). Ces

mesures destinées au test des algorithmes d’inversion

sont mises à disposition de la communauté et

constituent toujours une référence internationale. A partir

des années 2004-2005 et jusqu’à aujourd’hui, des

activités de mesures liées à l’analogie micro-onde ont

également été développées et les performances du

dispositif ont été considérablement améliorées, à la fois
grâce à des investissements matériels mais aussi grâce

à la progression des post-traitements des mesures, au

raffinement de son paramétrage, à l’analyse du bruit de

mesure et des incertitudes de mesure.
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Principe des mesures de diffraction

Perspectives des mesures de diffraction
En étendant la gamme des possibles en

maîtrisant la géométrie et la permittivité

sur une large gamme…

Nature des objets

Grands : pb d’illumination à régler
Petits : sensibilité (en bonne voie)

Homogènes par morceaux

(en bonne voie)

A gradient de permittivité

Anisotropes, …

Permittivités plus variées

Faibles valeurs (en bonne voie)
Fortes valeurs (travail en cours)

Partie imaginaire (à maîtriser)

Brevet avec le CTTM* ?

*Centre de Transfert de Technologies du Mans

Projets

FETPRO-ACT (resoumis début 2017)

ANR Disperados (resoumis)
Plateforme ?

Collaborations en cours
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…

En collaboration avec 

Mesure du champ avec objet diffractant : E tot

Mesure du champ sans objet diffractant : E inc

Champ diffracté obtenu par soustraction complexe : 

Edif = E tot - E inc

Post-traitement : correction de dérive, passe bas, …

Etalonnage : 

Mesure d’un objet de référence

Calcul des coefficients d’étalonnage

Obtention quantitative du champ diffracté complexe

Capacité  rare pour des objets faiblement diffractants

Capacités de l’équipement 
Mesures bistatiques (2 m)  et quasi-monotatiques (2 ou 12 m)
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Géométries multiples (et rares)

Fréquences de travail : [1-20] GHz et bientôt jusqu’à 40 GHz
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d = λ/5 ou ε = 1.1
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Validations de nouveaux concepts antennaires

Vérifications de performances 
Directivités, gains, adaptation, polarisation 

Fréquences : de 700 MHz à 18 GHz

Collaborations industrielles

FT-Antenna (Reims), Oxytronics (Aubagne)

Caractérisations d’antennes 

2017

Exemple de diagrammes de directivité 

pour une antenne en polarisation linéaire 

entre 800 MHz et 1 GHz.

Vue prise à proximité des antennes en 

montage quasi-monostatique à 12m

Inversion
(Fresnel Database III)

Rétrospective des objets mesurés dans la chambre anéchoïque du CCRM 

Inversion d’un objet 

de géométrie complexe

Première démonstration 

expérimentale des 

conditions de Kerker

2017

2013

Caractérisation d’antenne en polarisation linéaire 

entre 800 MHz et 1 GHz.

2011

Antenne de référence 200 MHz – 2 GHz

En lien étroit avec le thème : 

Nanophotonique
et Couches minces 

optiques
Nanophotonique

En lien étroit 

avec le thème : 

Imagerie Avancée 
et Vivant
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